
















































专利名称(译) 血糖水平测量仪

公开(公告)号 US20060015022A1 公开(公告)日 2006-01-19

申请号 US10/879231 申请日 2004-06-30

[标]申请(专利权)人(译) CHO OK KYUNG
金伦
丸冈KURAZO
MITSUMAKI HIROSHI

申请(专利权)人(译) CHO OK-KYUNG
金润玉
丸冈KURAZO
MITSUMAKI HIROSHI

当前申请(专利权)人(译) HITACHI，LTD.

[标]发明人 CHO OK KYUNG
KIM YOON OK
MARUOKA KURAZO
MITSUMAKI HIROSHI

发明人 CHO, OK-KYUNG
KIM, YOON-OK
MARUOKA, KURAZO
MITSUMAKI, HIROSHI

IPC分类号 A61B5/00

CPC分类号 A61B5/01 A61B5/0261 A61B2560/0252 A61B5/1455 A61B5/7475 A61B5/14532

其他公开文献 US7251517

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

基于温度测量，非侵入地测量血糖水平。通过血氧饱和度和血流量校正
通过温度测量方案获得的非侵入性测量的血糖水平值，从而稳定测量数
据。
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